
��:,8�����!(�(�
�'��7�'���(�'!��
�!(�0)�*�
��:���!�7��
��
���1(�:(�)�09�

����7
���!0�
���0�
�&
����&3
�(:,(��
���0�
�&
����&3
�0�+(:,�
�!!���
�&
����&


��'7�(��(�.
��&

���0�
	�!10�
(:,(!(��
!��0�3
�0��7�
>0���
/��!����/7�'
���
�����!()+����
��
	� ���0)�*�
�(�/�'(�(�
����'��

Manapság az analóg-digitális átalakítókat gyártó cégek saját maguk által definiált módon
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Ezért a mérnökök számára nehéz kiválasztani az alkalmazás szempontjából legmeg&���� ����.)	���

A tesztelések egységesítésére az IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers)
létrehozta az IEEE-STD-1241-es szabványt [1]. Ez definiálja a tesztelés módját és menetét, de néhány
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A tesztelés során a vizsgált átalakító bemenetére szinuszjelet kapcsolunk, majd a kimeneti
mintákból megbecsüljük az eredeti jel paramétereit.

Mivel az algoritmus eredménye nagymértékben függ a megvalósítástól, szükség van egy olyan
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való részvétel [2], és ennek elterjesztése az interneten keresztül.
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illesztés elméleti alapjaival, majd ezeket MATLAB-ban megvalósítottuk. A tesztelések során azt
vizsgáltuk, hogy az eljárás konvergál-e, és ha igen, akkor hány lépésben. Az eredmények alapján arra
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(divergált vagy rossz helyre konvergált). Ennek oka, hogy a szab� �������
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kezdeti érték meghatározásának módszerét (mi FFT-t és maximum keresést használtunk). A szabvány
tartalmaz ugyan ajánlásokat (DFT, nullátmenetek számlálása), de ez korántsem alkalmas arra, hogy
reprodukálható méréseket végezzünk vele, másrészt a konvergencia, és annak sebessége
nagymértékben függ a kezdeti frekvencia megválasztásától. Erre a problémára a megoldást az
interpolált FFT használata jelentette.

További problémát jelentett az iterációs lépések számának meghatározása, amihez egy „jó”
leállási feltételt kellett definiálnunk. Az iterációk száma nagymértékben függött az adatok típusától. A
túl kevés iteráció nagy hibát okoz, ugyanakkor a sok iteráció növeli az algoritmus futásidejét.

A szabvány tanulmányozása közben egy hibára lettünk figyelmesek, amit kijavítottunk és az
IEEE el is fogadott. Az eredményeinket konferencián közzétettük [3]. A program jelenleg az elvégzett
módosításokkal, végre tudja hajtani a becslést, és összehasonlítva az általunk ismert hasonló funkciójú
programmal (SWT for LABVIEW), jobb teljesítménnyel és stabilitással rendelkezik. A program most
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